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Uktad pomiarowy do defektograféw
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Przedmiotem wynalazku jest uklad pomiarowy
do defektograféw zwlaszcza magnetyeznych, stu-
zgcy do badania stalowych lin, pretéw i rur, celem
wylkrycia uszkodzen na przykiad w postaci peknieé
i niejednorodnosci, znajdujgcych sie gléwmie w
poblizu zewnetrznej powierzchni badanego przed-
miotu. )

Znane uklady pomiarowe do defelstografé6w, ma-
jace czujniki wykonane w postaci cewek, cpasu-
jacych caly badany przedmiot lub jego cze$é,
wyposazone sg we wzmacniacz i rejestrator.

W uktadach tych impuls, pochodzacy z cewki,
opasujgcej przedmiot na 'kagcie 360° lub kgcie
mniejszym na przyklad 180° czy 90°, jest przekazy-
wany do wzmacniacza, a nastgpnie do rejestrato-
ra. Zarejestrowany wypadkowy impuls, pochodzg-
cy z cewki o kacie opasania 360° ulega zmniej-
szeniu w przypadku duzego zageszczenia uszko-
dzen, poniewaz powstale pola rozproszenia wokot
zageszezonych uszkodzen czeSciowo wzajemnie sie
znoszg. Uzyskany wypadkowy impuls moze byé
wtedy mniejszy miz 'wynikaloby to z wielko$ci rze-
czywistego uszkodzenia badanego przedmiotu. Za-
rejestrowany impuls otrzymany dla poszczeg6l-
nych segmentéw cewki, w przypadku gdy kat opa-
sania poszczegélnych segmentéw jest mniejszy od
360°, zmienia si¢ w zalezno$ci od katowego polo-
zenia badanego przedmiotu wzgledem cewki.

Zapewnienie tych samych katowych potozenn ba-
danego przedmiotu, zwlaszcza o duzej dtugosci
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wzgledem poszezegflnych segmentéw cewki jest
trudne do wuzyskania z powodu cobracania sie
przedmiotu w czasie badania. Skutkiem tego te
same uszkodzenia w kolejnych mlasltqpujécy‘ch po
sobie badamiach, daja réine zapisy defektografu.
Stwarza to duze utrudnienia, zwlaszcza przy po-
réwnywaniu wynikéw pomiaréw, uzyskanych w
czasie okresowych badan kontrolowanego przed-
miotu. -

Tych wad nie ma uklad pomiarowy do defekto-~
graf6w wedblug wynalazku, zawierajgcy cewke
pomiarowg o dwu lub wickszej ilo§ci segmentéw,
przy czym kazdy z segment6w cewki ma niezaleine
potgczenie z oddzielnym blokiem prostujacym Iub
obcinajgecym czeSai dodatnie lub ujemmne impul-
séw. Poszczegblne bloki prostujgce lub odbeinaja-
ce sa nastepnie polgczone ze wspbélnym sumato-
rem, ktéry polgczony jest poSrednio z rejestrato-
rem.

Uklad pomiarowy do defektografow wedlug wy-
nalazku jest uwidoczniony w przykiadowym roz-
wigzaniu mna rysunku, ktoéry przegwta'w'ia sche-
mat blokowy ukiadu.

Uklad pomiarowy do defektograféw wedlug wy-
nalazku sklada sie¢ z pomiarowej cewki, zlozonej
na przyklad z czterech segmentéw 1. Kazdy z seg-
mentéw 1 jest polaczony z oddzielnym blokiem 2.
Weszystkie bloki 2 sg blokami prostujgcymi lub
obcinajgcymi, przy czym ich wyjScia sg polgczone
ze wspdlnym sumatorem 3. Sumator 3 jest po-
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tagczony nastepnie, za poSrednictwem regulatora 4
czutosci, ukladu 5 kompensacji predkosci i wzmac-
niacza 6, z rejestratorem 7.

« Drzialanie ukladu pomiarowego do defektogra-
fow wedlug wynalazku polega na tym, ze badany
przedmiot jest przesuwany przez cewke pomiaro-
wa, skladajgcg sie z segmentéw 1. Uzyskuje sie
vwitedy w poszczegblnych segmentach 1 sity, elektro-
motoryczme indukcji, zalezne od wielkosci uszko-
dzen przedmiotu, zmajdujacych sie w strefie po-
miarowej, ktére powodujg powstanie odpowiedniej

wielko$ci strumieni rozproszenia pola magnetycz- -

nego. Uzyskane impulsy sily elektromotorycznej
indukc!i w segmentach 1 po przejsciu przez blok 2,
ktéry powoduje ich prostowanie lub obcinanie,
uzyskujg ten sam znak i zostaja zsumowane w
ukladzie sumujgcym 3. Sygnaly po zsumowaniu
w sumatorze 3 zostaja przekazane do oporowego
regulatora 4 czulo§ci, a nastepnie zostajg prze-
puszczone, przez uklad 5 kompensacji predkosei
i wzmacniacz prgdu statego 6, do rejestratora 7,
gdzie zostaja zarejestrowane ma tasSmie.
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Uklad pemiarowy defektografow wedhig wy-
nalazku zapewnia, w kolejnych mastepujacych pd
sobie badaniach, uzyskanie dla tego samego wusz-
kodzenia, takich samych wykreséw, niezaleznie ol
katowego polozenia przedmiotu. Pomadto uklad
wediug wynalazku posiada duzg rozdzielczo§é, co
pozwala na badanie przedmiotéw o duzym za-
geszczeniu uszkodzen, rozszerzajg¢ tym samym
zakres stosowalno$ci defektograféow.

Zastrzezenie patentowe

Uklad pomiarowy do defektograféw, zawieraja-
cy cewke pomiarows, skltadajgca sie z segmentéw,
oraz uklady obcinajgce, ukiad sumujgcy i regula-
tor czutosci, uklad kompensacji predkosei, wzmac-
niacz i rejestrator, znamienny tym, ze kazdy z seg-

" mentéw (1) cewki pomiarowej jest polgczony z od-

dzielnym blokiem (2) prostujacym lub obcinajacym
czeSci dodatnie lub ujemme impulséw, przy czym
poszczegbdlne bloki (2) sa polgczone ze wspllnym
sumatorem (3).
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